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PRZEDMIOT Prébka materiatu fotoluminescencyjnego — LunaGLOSSY® - plyta.
WZORCOWANIA
ZLECENIODAWCA BOLD - Reklama, Poligrafia
Roman Kacperski
44-100 Gliwice, ul. Sowinskiego 11.
METODA Metoda wzorcowania podana w Instrukcji wzorcowania materialéw fotoluminescencyjnych
WZORCOWANIA (pomiar luminancji i czasu zaniku fosforescencji) numer systemowy IW20-PR2.
WARUNKI Temperatura otoczenia: (21,2 +21,4) °C
SRODOWISKOWE Wilgotno$¢ wzgledna: (36,1 =+ 37,2) %
DATA WYKONANIA 02 stycznia 2018 r.
POMIAROW
SPOJNOSC Wyniki wzorcowania materialu — material fotoluminescencyjny o nazwie LunaGLOSSY®
POMIAROWA - plyta, zostaly odniesione do panstwowego wzorca $wiatlosci poprzez zastosowanie
wzorcow swiattosci nr  HA 1005B i HA 1006B o temperaturze barwowej 2353 K, oraz
rozpraszacza wzorcowego firmy EG&G nr 179.
. - Niepewno$¢ pomiaru zostata wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie
NIEPEWNOSC ) . .. T o
POMIARU EA-4/02 M: 2013. Podane warto$ci niepewnosci stanowia niepewnosé rozszerzona przy

prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95 % i wspolczynniku rozszerzenia k = 2.
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Ninigjsze Swiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w catosci. Nie jest wazne bez podpisow i pieczeci.




SWIADECTWO WZORCOWANIA wykonanego przez Pracownie Wzorcow Fotometrycznych i Radiometrycznych
Samodzielnego Laboratorium Fotometrii i Radiometrii
w Gléwnym Urzedzie Miar

Data wydania: DQ stycznia 2018 r. Nr §wiadectwa: L6-162.4180.124.2017.4636.1 Strona: 2/2
WYNIKI
WZORCOWANIA

Material fotoluminescencyjny o nazwie LunaGLOSSY® - plyta

Czas po 2 min. po 5 min. po 10 min. po 30 min. po 60 min. po 120 min.
S 1370,70 685,70 306,70 95,80 42,70 18,10
[mcd/m~] ?

Obliczony czas po jakim luminancja swietlna prébki osigga wartosé graniczng 0,32 med/m® - 3525 min.
Wizgledna niepewnosc pomiaru luminancji nie przekracza 10%

Warunki wzorcowania:
Pomiar luminancji §wietlnej oraz czasu zaniku fosforescencji po naswietlaniu prébki lampa ksenonowa o mocy 150W
przez okres 5 min. z odleglosci 80 cm. Wartosé natezenia o$wietlenia na powierzchni probki wynosita 1000 Ix. Pomiar
wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-92N-01256/02.

Sprawdzit:

Kierownik Pracowni Wzorcow
Fotometrycznych i Radiometrycznych

Sraqas_

mgr inz. Grzegorz Szajna

Glowny Urzqd Miar (GUM) realizuje zadania wynikajgce z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.
Jest instytuciqg najwyziszej rangi w dziedzinie metrologii w Rzeczypospolitej Polskiej jako tzw. krajowa instytucia
metrologiczna.

Podstawowym celem dzialalnosci Glownego Urzedu Miar jest zapewnienie jednolitosci miar i wymaganej dokladnosci
pomiaréw wielkosci fizycznych w Rzeczypospolitej Polskief oraz ich powigzania z migdzynarodowym systemem miar.

Glowny Urzgd Miar, jako krajowa instytucja metrologiczna jest Zrédlem, od ktdrego akredytowane laboratoria
wzorcujgce wywodzq swojg spojnosé pomiarowq. Nadrzedna rola krajowej instytucji metrologicznej potwierdzona jest
w miedzynarodowym dokumencie ILAC-P10:01/2013 ,, Politvka ILAC dotyczgca spdjnosci pomiarowej wynikéw
pomiarow” oraz w dokumencie DA-06 wydanym przez Polskie Centrum Akredyvtacji pt. ,, Polityka dotyczgca
zapewnienia spdjnosci pomiarowej”. Wzorce GUM, do ktérych sq odnoszone wyniki wzorcowan (informacja o
spojrosci pomiarowej zamieszczona na pierwszej stronie Swiadectwa) sq powigzane z wzorcami laboratoridw
europejskich i Swiatowych  krajowych instyiucji metrologicznych poprzez udzial we wzajemnych porownaniach
wzorcow lub/i poprzez wzorcowania przeprowadzone w tych laboratoriach.

Laboratoria wzorcujgce GUM majg wdrozony system jakosci zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005
. Ogdlne wymagania dotyczgce kompetencyi laboratoriow badawczych i wzorcujgcych”.




